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На современном этапе развития микро/наноэлектроники, создание новых высокоэффективных 

полупроводниковых и микроэлектронных устройств на основе кремния предъявляет определенные 

требования к методам диагностики дефектов в исходных кристаллических материалах. Одним из 

неразрушающих методов диагностики как ростовых, так и технологически внесенных в кристалл дефектов 

является метод рентгеновской топо-томографии [1, 2]. В этом методе выбирается ось вращения кристалла, 

параллельная вектору обратной решетки одной из кристаллографических плоскостей исследуемого образца. С 

помощью SSD камеры регистрируется целый набор дифракционных изображений вращающего кристалла, 

соответствующих  рентгенотопографическим 2D изображениям образца. Для восстановления трехмерного 

расположения  дефектов в образце можно, в принципе воспользоваться математическими алгоритмами, 

применяемыми в классической рентгеновской микротомографии  [ 2]. 

В  настоящей работе на лабораторной установке методом рентгеновской  топо-томографии получены 

экспериментальные топограммы с пространственным разрешением порядка 10 мкм и проведено 

восстановление пространственного расположения введенной в кристаллическую пластину кремния 

дислокационной полупетли [3]. Глубина залегания центрального участка дислокации не превышает 150 мкм, а 

его длина ~ 700 мкм. На основе решения  динамических уравнений Такаги-Топена проведено компьютерное 

моделирование дифракционного контраста единичной дислокационной полупетли [4].   

Показано, что результаты расчетов и  данные эксперимента находятся в  хорошем согласии друг с другом. 

 

 

Рис.1. Результат восстановления отражательной способности кристалла кремния, содержащего единичную дислокационную 
полупетлю. Показана плоскость скольжения дислокации типа {111}. 

  

 



 
Рис. 2. Сечение плоскости скольжения, в которой расположен дефект. В квадратных скобках показаны 
направления линий дислокации. Стрелкой указано направление вектора Бюргерса. Пространственное 
разрешение на уровне 10 мкм. 

 
Рис. 3. Результат компьютерного моделирования контраста от заданной дислокационной полупетли. В квадратных скобках 
указано направление линии дислокации для ее центрального участка. 
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